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FTM-ProVis Professional

Software zur Schichtdickenmessung im Prozess

FTM-ProVis Professional basiert auf unserem FTM-ProVis Lite Softwarepaket und wurde zur
Dickenmessung von dinnen fransparenten Schichten mit unseren TranSpec Systemen speziell fir
die Anforderungen in der Prozess-Messtechnik erweitert. So unterstitzt die Software zum Beispiel
ein- und dreiachsige Traversieranlagen zur koordinatengesteuerten Messung des Schichtdicken-
profils, zum Beispiel auf Beschichtungsanlagen. Gleichzeitig wird dabei die gemessene Dicke,
sowie umfangreiche Statusinformationen auf digitalen und analogen Schnittstellen ausgegeben,
womit eine direkte Prozesskontrolle moglich ist. Daneben kann FTM-ProVis Professional auch
zusammen mit unserem Lichtleitergekoppelten FTM-Micro Schichtdicken-Mikroskop mit Live-
Kamera zur Messung der Schichtdicke auf sehr kleinen Fldchen eingesetzt werden.
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Beispielhafte Fensteranordnung in FTM-ProVis Professional

FTM-ProVis Professional verwendet einen speziell entwickelten Fast-Fourier-Transformation (FFT)
Algorithmus zur Bestimmung der Schichtdicke aus Interferenzspektren von dinnen, transparenten
Schichten. Das Schichtdickenergebnis wird in Echtzeit berechnet, in verschiedenen Online-
Grafiken dargestellt und kann wdhrend des Messablaufs in eine Textdatei gespeichert oder als
analoger Spannungswert ausgegeben werden.

Technische Sperzifikationen auf der nGchsten Seite »
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FTM-ProVis Professional Software - Technische Daten
August 2008, bezogen auf Version 3.1, alle Angaben ohne Gewdhr, technische Anderungen vorbehalten

Hardware- und Softwarevoraussetzung

e PC/Laptop mit wenigstens Pentfium-4

Windows XP oder Windows Vista

CD-ROM Laufwerk fUr die Installation

Grafikkarte mit wenigstens 1024 x 768 Pixel, 1280 x 1024 Pixel oder mehr empfohlen
TranSpec Schichtdicken-Messgerdt (USB 2.0 Anschluss bendtigt)

Allgemeine Beschreibung

Multi-Threaded und Multiple Dokumentenverarbeitung

Automatische Dokument-Registrierung ( "drag-and-drop" ) der FTM-ProVis Professional Dokumentdateien
Minimaler Resourcen- und Speicherbedarf

Vollstandig in Visual C++ unter Verwendung der "Microsoft Foundation Classes" (MFC) programmiert
BerUcksichtigung des Microsoft "Application Design Guides'": Symbolleiste, Statuszeile, HTML Online-Hilfe
Unterstitzt "Windows Themes" und Multi-Monitor Benutzung

AusfUhrliches, in Farne gedrucktes Benutzerhandbuch mit vielen Beispielen

Erhdltlich in Deutsch und Englisch

Schichtdicken-Messbereich

Der mit unseren TranSpec Schichtdicken-Messgerdten und der FTM-ProVis Professional Software grundsatzlich messbare
Schichtdickenbereich betrégt ca. 1-150 Mikrometer optische Dicke, hdngt aber wesentlich vom Spekiralbereich und der
spekiralen Auflésung des verwendeten Spekifrometermoduls ab. Daneben bestimmen noch andere Fakforen den
tatsdchlich messbaren Schichtdickenbereich, wie etwa der Brechungsindex und dessen Dispersion, sowie der aktuell
gewdhlte spektrale Auswertebereich des Interferenzspektrums.

Hochgenaues und schnelles Auswerteverfahren, auch fir Doppelschichten

Auswertung der Interferenz Uber eine spezielle Fast-Fourier-Transformation (FFT)

Laufzeitoptimierter Algorithmus, die Auswertezeit pro Spekirum ist deutlich unter einer Millisekunde
Neues Verfahren zur subpixel-genauen Bestimmung der FFT-Peaklage (Schichtdicke)

Frei wahlbarer spekiraler Auswertebereich im Interferenzspektrum

BerUcksichtigung von Brechungsindex und Dispersion (Cauchy Dispersionskorrektur)

Wdahlbarer FFT-Auswertebereich zur simultanen Bestimmung der Dicke von Doppelschichten

Vielfaltige Mdglichkeiten zur Messung und Visualisierung der Schichtdicke
FTM-ProVis Professional bietet umfangreiche Mdglichkeiten zur Ausfihrung eines Messablaufs:

e UnferstUtzung von dreiachsigen Traversieranlagen fUr Koordinatengesteuerte, vollautomatische Messung von
rechteckigen Schichtdickenprofilen mit bis zu 250 x 250 Messpunkten

UnterstUtzung von einachsigen Traversen fUr kontinuierliche Dickenmessung in Querrichtung zur Maschine
UnterstUtzung des FTM-Micro Lichtleitergekoppelten Mikroskops mit Live-Kamera fUr sehr kleine Messflecke
Digitale Ausgabe von Statusinformationen und Schichtdicken-GrenzwertUberschreitung auf 8-fach TTL
Analoge Ausgabe von Statusinformationen und Schichtdicken als 0-10 Volt auf 4-fach Analogschnittstelle
Manuell oder vollautomatisch getriggerte Messabl&ufe mdglich, Triggersignal Uber Zeit, extern TTL oder Traverse
Echtzeit-Darstellung der Interferenz- und FFT-Spekiren wdhrend der Messung

Echtzeit-Darstellung der Schichtdicken als Trend- und Balkengrafik

Speichert wahrend des Messablaufs bis zu 62.500 Schichtdickenwerte in eine Textdatei

Speichert bis zu 62.500 Spekiren als Spekiren-Rekorderdatei fur nachtrégliche ("offline") Auswertung
Speichern und Laden von Parameterdateien fUr Messabldufe und Auswertung, auch Passwortgeschifzt
Schneller Zugriff auf zuletzt benutze Parameter- und Spekfren-Rekorderdateien

Hinweis TranSpec ist ein in Deutschland eingefragenes Warenzeichen des Ing.-BUros fir Angewandtfe Spekifrometrie,
Dipl.-Ing. (FH) Th. Fuchs. Alle sonstigen Produkinamen sind moglicherweise Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.
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